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Предложена методика обработки изображения коллоидной пленки крем-
незема (рис. 1) в программном пакете Image-ProPlus.  
 
Рис. 1. Методика обработки изображения. 
Исходными материалами являются цифровые снимки, полученные с по-
мощью микроскопа QX5. Введенное изображение при необходимости можно 
улучшить при помощи фильтров (фильтры усиления, граничные, морфологиче-
ские, специальные) [1]. После подготовки изображения и калибровки програм-
мы выбираем активную область, где будем производить измерения. Основные 
этапы подсчета заключаются в следующем:  
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− Выбор диапазон интенсивности (для монохромных изображений) или цвета 
(для цветных изображений), которые будут идентифицировать объект для 
расчета 
− Выбор необходимых виды измерений (площадь, радиус, средняя интенсив-
ность/плотность каждого объекта и другое). 
Вывод результатов возможен в виде статистических данных, гистограм-
мы, поля рассеяния и др.  
Для примера был взят один из цветных снимков пленки. Был применен 
фильтр Local Equalization на выделенном активном участке изображения, для 
которого проводили измерения. Диапазон интенсивности выбирался автомати-
чески по темным объектам. Данными для счета служили площадь частиц, сред-
ний диаметр, максимальный и минимальный радиусы объекта, периметр и дру-
гие. Обнаружено более 100 объектов на выделенном участке изображения, 
средний диаметр частиц равен 270 нм [2]. 
Полученные при анализе изображения данные согласуются с проведен-
ным ранее эллипсометрическим исследованием пленок. Результаты работы бу-
дут использованы для имитационного моделирования фотонного кристалла и 
устройств на его основе. 
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Имитационное моделирование — это метод исследования, при котором 
изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описываю-
щей реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения 
информации об этой системе. В данном случае моделирование было использо-
вано для создания волновода на основе двумерного фотонного кристалла. Фо-
тонные кристаллы – это композиционные материалы с пространственно-
периодическим изменением коэффициента преломления в масштабах длины 
волны света и имеющие фотонные запрещенные зоны в спектре оптических со-
